XJTAG Layout Viewer

Presentacién Principal Ventaja

El “Layout Viewer” o Médulo de Visualizacion XJTAG, le permite Mejora la productividad mediante la
encontrar rapidamente la ubicacion fisica de los componentes, nets visualizacion de la ubicacion exacta de
. o los fallos para ser reparados
y pines en una placa. Ofrece la posibilidad de ver, en XdDeveloper y
XJRunner, los datos de layout extraidos de proyectos ODB++.
, - S Caracteristicas

El “Layout Viewer” facilita la visualizacion de los defectos encontrados

durante la ejgcucién de ]os tests. ’EI re§gltado de los test incluye links Ayuda a identificar dreas de posibles

para hacer clic para la visualizacion grafica de todas las partes defectos

relevantes del circuito. o _
Medir distancias entre los objetos

Control de visibilidad de las capas

Incluido de manera gratuita Visualizacion de los elementos Control avanzado de capas y zoom

con XJDeveloper y XJRunner de un circuito electronico Exportacion de graficos a un archivo o
una impresora

El “Layout Viewer” esta integrado en La visualizacion grafica avanzada muestra Importacion de imagenes para una

XJDeveloper y XJRunner para ayudar a los componentes y los nets seleccionados. visualizacion mas clara

los ingenieros a identificar rapidamente Se pueden activar o desactivar diferentes

los fallos. capas, lo que facilita la visualizacién de

cada elemento del circuito. « . ”
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Es facil ver la situacion de los componentes en la placa
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XJTAG Layout Viewer

Indica la localizacion de fallos en segundos

El “Layout Viewer” se puede utilizar
para localizar rapidamente los fallos en
la tarjeta de test.

El texto generado por el XJRunner
proporciona detalles del tipo de fallo y
de los nets implicados. El “Layout
Viewer” dispone de links que permiten
visualizar el fallo facilmente. Mostrando

el enrutado de los nets, el “Layout
Viewer” ayuda a localizar el fallo
fisicamente en la placa indicando las
areas de problemas potenciales.

En el siguiente ejemplo, el XJRunner
nos informa de que el test de conexién
falla, e identificd dos nets que estan en
cortocircuito. Con el “Layout Viewer” es

facil determinar que los cuatro lugares
mas probables son los pines de los
chips de memoria. Es poco probable
que el defecto esté en la BGA, ya que
los pines no estan uno al lado del otro.

Observando a los cuatro lugares en la
placa, fué facil identificar que el problema

era un fallo de soldadura en IC31.

Cortocircuito identificado
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CheckChain passed

Checking analysis: Done

DDRA@.

Net Detail
Error Detail

CONNTEST failed
>>>> FAILED <<<<

Checking the integrity of the JTAG chain.

Generating Connection test data...
Performing standard Connection Test...
Performing Logic Tests (phase 1)...
Performing Logic Tests (phase 2)...
Analysing Connection Test results...
Analysing Logic Tests (phase 1)...

Analysing Logic Tests (phase 2)...

Error: Short found between nets: DDRSIG13,

View all faults in the layout viewer

NAME RESULT | TOTAL TIME
[ check Chain Passed 0.631
Connnection Test | Failed 0.858

m

» [0 PASSED
K [1] FALED

0 | RUNNING
B [0 ] STOPPED
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Importacion de imagenes

A fin de ayudar a identificar la
ubicacion fisica de los defectos en
la placa, fotos del frente y posterior
de la placa se pueden importar.

Estas imagenes se pueden
visualizar detras de los datos CAD
con los componentes y los nets de
mayor relevencia.

Los lugares mas probable
de cortocircuito
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